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1. ま え が さ

SEM を用いる粗さ測定において,その出力信号を計

算機にとりこんで処理するディジタル方式が処理,表示

等の点で多様性に富み,秀れた点が少なくないことは,本

特集号の別報1)で明らかにした.アナログ方式の場合の

問題点の一つは,対象の粗さを測定することができても,

標準となるものと同一条件での測定が容易でないという

従来のSEMの機能上の性質から,較正が難しいことで

あった.2)ディジタル方式によって,較正についても比較

的簡単に可能なことを明らかにしたので,以下に報告す

る.

2.較 正 法

まず,この場合についても断面が図1,寸法が表1で

示される三角山形状の標準粗さ試験片を用い,較正の手

法を明らかにした結果についてのべる｡図2は,表1の

粗さ試験片Ⅰを用い,倍率を150倍,350倍として出力し

た反射電子信号と粗さを示している.反射電子信号は走

査方向の長さのみが倍率に応じて伸縮しており,表面の

傾斜角に比例する矩形波の高レベル,低レベルは倍率に

よらず一定となっている.

いま倍率Aで反射電子信号が

と表されると,このときの粗さ曲線β(∫)は

R(I)-/I(I)dr･･..･-･-･･･････..･･････････.････(2)
と書ける.次に倍率で反射電子信号が

g'-F(x')･ ･ - ･････････-･ ･･-･･- ･.････.･･.･･- ･････(3)

と表されると,Jと∬′の間には

x-(A/B)x'･････････････-･････････････.･････････････(4)

なる関係が成りたつ.一方図2の関係を考慮すると,

f(x)-F((B/A)I)･ ･ - ･-- -･-･･.･････-･･･(5)

であるから,倍率Bに対する粗さ曲線R'(x′)は
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R,(x′)-/F(x′)dx′

-/F((B/A)I)(B/A)dx

-(B/A)/I(I)dx
-(B/A)R(I)- ･･ ･.- ･･････--- --.(6)

が導かれる.したがって

R(I)-(A/B)1{(x′)- -･･- ･･-･･-･･- ･･-(7)

であり,倍率変更したとき,積分した結果にこの倍率と

の比を乗ずることによって,倍率変更の前と同じ粗さ曲

線が求められることとなる.

測定対象と標準粗さ試験片を試料室内で接近してお

普,標準粗さ試験片を測定した状態を保って視野内に測

定対象を持ちこむようにすれば,測定対象の観察で倍率

をどのように変えても上述の関係によって標準粗さ試験

片との間で粗さ曲線の較正が可能となる.ディジタル方

式の場合,(7)のように倍率比をかけることも容易であ

り,アナログ方式では簡単でなかった較正が,粗さ曲線

の計算と同時にできることとなった｡図2で350倍とし

たときの積分の結果が150倍の場合と同じ振幅となって

いるのは,標準試験片についてこの間の関係を確認した

ものである.

表1 標準粗さ試験片の寸法

単位 :〔βm〕

a b

Ⅰ ll 100

Ⅱ 1.5 15

図1 標準粗さ試験片の断面曲線
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